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В роботi розглядається питання формалiзацiї процесiв побудови компонентних структур для систем внутрi-
шньосхемного дiагностування цифрових пристроїв. Проаналiзовано процес моделювання тестопридатних стру-
ктур в пакетi MicroCap. Аналiзуються умови формування компонентних структур для систем внутрiшньо-
схемного дiагностування ЦП. This paper discusses the formalization of the processes of building component structures
for systems diagnostics circuit digital devices. The process modeling structures of testing in the package MicroCap. The
conditions of formation of component structures for systems in-circuit diagnostics digital unit.
Вступ
Як показує свiтова практика, особливе мiсце пiд час виготовлення цифрових пристроїв займають си-
стеми внутрiшньосхемного дiагностування, якi найбiльш успiшно зарекомендували себе при середнiх та
великих об’ємах виробництва ЦП. Такi системи характеризуються простотою виконання, а також мо-
бiльнiстю налаштування на змiни схем ЦП. При цьому вони не вносять до складу пристроїв апаратури
контролю, не вимагають спецiальних правил проектування i управлiння тестуванням елементами схем.
Орiєнтованiсть засобiв такого класу дозволяє виявляти переважну кiлькiсть виробничих несправностей
з максимальною глибиною пошуку, що досягається можливiстю конструктивного доступу до внутрiшнiх
вузлiв друкованих плат.[1]
Генераторне тестування схем ЦП
Аналiз можливостей удосконалення методу внутрiшньосхемного дiагностування показав, що ефектив-
нiсть вiдповiдних процедур, якi здатнi мати порiвняно менший час тестування ЦП в цiлому, заснована на
iдеї розбиття структур пристроїв на множини компонентiв або фрагментiв схем (покомпонентне дiагно-
стування). При цьому цiлеспрямована комутацiя елементiв i вибiр порядку проведення експериментiв з
компонентами сприяє пiдвищенню працездатностi i заощаджує апаратнi ресурси комплексiв дiагностува-
ння в умовах масового або серiйного випуску електронних виробiв, що пiдтверджує актуальнiсть такого
пiдходу. [2]
Безпосереднiй зв’язок з внутрiшнiми вузлами об’єктiв дозволяє подiбним технiчним засобам реалiзову-
вати рiзнi як декомпозицiйнi, так i композицiйнi стратегiї дiагностування. При цьому особливiстю подачi
тестових сигналiв у внутрiшнi вузли зв’язаних мiж собою компонентiв для тестерiв такого класу є спецi-
ально органiзованi умови проведення дiагностичних експериментiв, якi створюються для всiх фрагментiв
розбиття. [3]
Один iз способiв формування тимчасових штучних компонентiв, що дозволяє прискорити i спростити
процедуру прийняття рiшення в процесi тестового контролю ЦП, є створення кiльцевих структур, що
генерують власнi тестовi сигнали. Це дає змогу дiагностувати схеми ЦП на фiзичному рiвнi. При наявностi
генерацiї фрагмент схеми вважається справним, в протилежному випадку, коли генерацiя вiдсутня, а
на виходi контуру, що перевiряється є постiйний потенцiал лог. «0», чи лог. «1», то пошук елемента,
що вiдмовив у контурi здiйснюється однiєю з методик, наприклад, «половинним дiленням» множини
елементiв i наступним формуванням аналогiчних контурiв для кожної пiдмножини дiлення або перехiд
на методи поелементного тестування пiдсхем.
Перспективнiсть такого напрямку тестування пояснюється значним спрощенням пошукових процедур
та iснуванням бiблiотечних тестiв, якi найбiльш пристосованi для конкретних задач дiагностування.
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